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XRF 측정원리

XRF는 비파괴 (Non-Destructive Analysis)로 시료의 정성 / 정량 분석을 

할 수 있는 장비 입니다. 측정 하고자 하는 시료에 X-ray 를 조사하여 충격을 

가하면 원자에서 2차적으로 발생하는 원소별 고유의 형광 X-선을 검출하는 

분석 방법으로써 시료의 형태를 변형 또는 손상 시키지 않고 빠른 시간 내에 

성분 검사, 함량 검사, 도금 두께 검사를 하여 정밀한 결과를 얻을 수 있습니다.

ED XRF의 활용 분야

전기전자 부품 

전기 전자 분야 부품의 Au, Ni, Zn, 

Ag 등 복수 Layer의 다양한 도금

두께 측정 목적으로 사용

유해 중금속 관리

RoHS, ELV, WEEE 등 전기전자 

제품들에 대한 환경 유해 물질 규제에 

대한 품질 관리 목적으로 사용 

금속 표면처리 

금속의 부식 방지 및 내구성 유지 등을 

위하여 행하여지는 금속류의 각종 

도금, 품질 관리 목적으로 사용 

다양한 성분분석

미지의 시료에 대한 성분분석 및 함량 

분석이 필요한 산업 전반적인 분야에 

범용적으로 사용

• X축: 정성분석 

• Y축: 정량분석

Primary
X-Ray Radiation

[ TEST SAMPLE ] 

Backscattered
X-Ray

Backscattered
X-Ray

② 시료

형광 X-선

X-선

필터

① X-선관
③ 검출기

장치 구성 및 분석방법



DRX 8000T [ 도금두께 전용 측정기 ]

• 다층 박막 두께 측정 가능 (최대 5 Layer 동시 측정)

• Si Pin Detector: Al(13) ~ U(92) 측정 가능

• One Click 반복 테스트 및 멀티 포인트 측정 가능

• Collimator: 0.1mm ~ 0.6mm Auto Change

• X, Y, Z축 Stage 자동 이동

• 최대 5 ~ 10nano의 박막 두께 측정 가능 

DRX 1800 [ 도금두께 + 유해물질 분석기 ]

• RoHS 유해 중금속 규제 물질 검사 (Cr, Cd, Hg, Br, Pb 등) ppm 단위 검출

• Halogen Free, ELV, WEEE 등 환경 규제 대응

• Si Pin Detector: Al(13) ~ U(92) 측정 가능

• Collimator: 1mm ~ 6mm Auto Change

• 다층 박막 두께 측정 가능 (최대 5 Layer 동시 측정)
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제품 특징

제품 특징

유해물질
분석

도금두께
측정

성분분석

One Click 소프트웨어 데이터 관리 용이최대 5 multi-layer 측정

RoHS 정밀 분석 프로그램 유해 물질 분석 (ppm) 검량선 작성 Spot 측정 가능

Au

Ni

Fe

Au+Ag

Pd+Ni

Ni

Cu



제품 사양

RoHS 규제 대응 절차

제품 라인업

EDXRF
I CP-AESPb

EDXRF
I CP-AESCd

Diphenyl-
carbazideCr

AASHg

IR, HPLCBr

Testing

Homogenous substance plastics,
metals, PCB, spare parts...

Sample tested

Portable or desktop spectrometer

Filtration by EDXRF

>130ppm Cd ;
1300ppm Pb, Hg, Cr, Br*

>70ppm Cd ;
700ppm Pb, Hg, Cr, Br*

Failed

Passed
YES

YES

NO

NO
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휴대용 XRF

Insight
귀금속 전용

DRX 800P
이동형

XRF DRX Mobile

DRX 8000T DRX 1800

X-ray tube 50kV, 1mA Rh Target

원소 측정 범위 AI(13) ~ U(92)

측정 검출 한계 10nano ~ 30micron
ppm ~ %

10nano ~ 30micron

검출기 Si Pin Detector

카메라 300만 화소 CMOS 카메라

무게 96Kg 45Kg

부피 650(W) x 490(H) x 545mm(L) 550(W) x 410(H) x 320mm(L)

스테이지 X,Y,Z축 자동 고정형

Collimator 0.1mm ~ 0.6mm 1.0mm ~ 6.0mm


